rormagao o pradute Analise Correlativa de Particulas ZEISS
Caracterize rapidamente e classifique particulas de acordo
com ISO 16232 por meio de Microscopia Eletrénica e de Luz

We make it visible.



Identifique particulas importantes do processo no menor tempo possivel

Analise particulas de acordo com ISO 16232, utilizando seu microscopio de luz

motorizado, zoom ou up right da ZEISS: o Axio Zoom V16 e o Axio Imager.Z2m

geram informacdes de quantidade, distribuicao de tamanho, morfologia e cor

As aplicacoes das particulas. O contraste de polarizacao permite que vocé diferencie entre

0 sistemna objetos metalicos e nao-metalicos. Identifique particulas suspeitas e realoque-as
em seu microscopio eletronico de varredura ZEISS (SEM). Agora vocé pode anali-
sar automaticamente sua composicao elementar com espectroscopia de energia

Assistencia dispersiva (EDS). Um relatorio consolida todos os resultados de microscopia, de luz e

eletronica.

Resumo

As vantagens

Tecnologia e detalhes

Capture mais informacdes em menor tempo: combinando as microscopias de luz
e eletronica, vocé obtera a forca total de ambos.




Mais simples. Mais inteligente. Mais integrado.

Obtenha mais percepcoes

Caracterize particulas criticas para os processos e
identifique particulas mortais. A Analise de Particula
Correlativa (CAPA) combina seus dados de micros-
copios de luz e eletrénico. Detecte particulas com o
seu microscopio de luz. Agora, vocé pode realoca-
las automaticamente em seu SEM da ZEISS, e realizar
uma analise EDS para revelar as informacdes de
sua composicdo elementar. Utilize a galeria para
escolher particulas interessantes e descobrir suas

origens.

Imagem de microscopia de luz de uma particula metdlica

Automatizado e rapido

Com o CAPA vocé obtém automaticamente um
relatdrio integrado com resultados obtidos atraves
das microscopias de luz e eletrénica. Adicionalmente,
vocé pode optar por combinar seus resultados em
um resumo interativo. Com CAPA, vocé obtém
resultados até dez vezes mais rapido do que com
as analises individuais consecutivas, utilizando
microscopia de luz e eletrénica.

Imagem de microscopia eletrénica da mesma particula

Seu sistema dedicado

Com apenas alguns cliques do mouse é possivel
editar informacdes de projetos, criar relatérios e
obter seus resultados. Veja todas as classificagdes
e codigos 1SO de uma so vez. Com a galeria de
visualizagao e avaliacao é possivel conseguir uma
visao geral rapida dos tipos de particulas: reflexivas,
nao reflexivas e fibras. Realoque as particulas de
interesse ao toque de um botdo. Utilize o modo
de revisdo para reclassificar ou editar particulas.

Correlacdo de ambas as imagens com andlises EDX



A tecnologia por tras do equipamento

Fluxo de trabalho de analises de limpeza

EcoCMax,

Relatério de acordo com Padrdo ISO 16232




A tecnologia por tras do equipamento
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Seu fluxo de trabalho correlativo
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O sistema

Tecnologia e detalhes

Assisténcia
Suporte correlativo Microscopia de Luz Escolha particulas de Microscopio Eletrénico EDS
interesse
m Suporte da amostra m Axio ZoomV16 = EVO m  Correlacao
para filtro de particula m Axio Imager.Z2m = SIGMA m  Processamento de
47 mm ou 50 mm = MERLIN imagem
m Placa de adaptacdo m  Relatorio consolidado

m  Marcador de calibracao

Microscépio de luz Microscépio eletrénico A: EDX-Overlay

B: Microscdpio eletrénico
C: Microscépio de luz



A tecnologia por tras do equipamento
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Documentacao dos Resultados

As vantagens

1. Limpeza em conformidade com o padrao 1SO 16232 3. Codigo CCC e maior particula

As a P li cag()es Documentation of cleanliness analysis according to 1SO 16232 Largest object: Particle types ISO Code
. - ParticleD: 377 all CCC(N) = B222/C115/D93/E42IF21/G37/HI0/123/J19/K8
0O sistema ewr e P00056 i Fere MaK Lo 431434 reflective CCC(N) = BO/C1/DO/E/FTIGIH32I11J12/K2
Descriptior‘l’: o Particle type: fibrous non-reflective CCC(N) = B222/C114/D93/E41/F14/G27/H56/111/J7/K2
Company: fibrous CCC(N) = B0/C0/DO/EO/FO0/G1/H2/11/J0/K1
. Operator: VXCVXCVXCVXCVXCY Contact person:
Tecnologia e detalhes Test specification: CAPA03092013 small Mosaix Address:
Comment: Postal code:

Assisténcia

Component identification

Extraction conditions

Largest reflective particle

Largest non-reflective particle

Largest fibrous particle

Name: Procedure:
Drawing-No.: Environment:
No. of components: Solvent:
Wetted area/component [cm2]: Brand name:
Wetted volume/component[cm3]: Supplier:
Pre-Treatment: Type:
Misc.Type:
Amount [ml]:

Microscope system for correlative analysis

Supplier: Carl Zeiss Microscopy GmbH SEM supplier/type:
Microscope type: Axio Imager.Z2 EDS-detector supplier:
O_bjectlve magnification: 5 ) Application type: B
Microscope camera: AxioCamMR3 Arplication revipe: Particle-ID: 37 Particle-ID: 451 Particle-ID: 377
Exposurotlm? [ms]: 5288 Resolution EDS-detector [eV]: Feret Max [um]:  1288.70 Feret Max [um]:  1338.31 Feret Max [um]:  4314.34
Rgsoluilor [Plxel]:» 1388 x 1040 Chamber pressure [Pal:
Pixel scaling [um/Pixel]: 44.09

Acceleration voltage [KV]:

Calibration Counter value [cps]:

SEM magpnification [X-times]:

2. Classificacao de particulas metalicas, valores maximos 3. Codigo CCC e maior particula
Feret padrao I1SO 16232
ER RN T . L e e A E A e P R
Bl > | < | mumber | 'S ot | ber |er| O | fer jmeter) fer |, ggnt| Cleanlines Ago sem liga W | g | m | em | em) | em | em | @m0 om)
: particles | Ao us | % | su| Sy oy |teass | ed oy | ed Aco com liga 0 0 0 11 6 1 0 0 0 0
wed m sum % Bronze _ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Bl 5 15 0 OK| 0.00 | O [ 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | NO,A00,V00 Sustentavel Si 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C| 15 | 25 0 OK| 0.00| 0 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | NO,A00,V00 Sustentavel Al ) 0 0 1 0 0 "] 0 0 0
D| 25 | 50 0 OK| 0.00 [ 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | NO,A00,V00 Sustentavel Zn 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0
E| 50 | 100 0 OK| 0.00 | 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | NO,A00,VOO Zn-haltig 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
F| 100 [ 150 0 OK| 0.00 | 0 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | NO,A00,VO0
G| 150 | 200 2 OK|18.18| 2 | 18.18 | 344.38 | 8.72 | 34438 | 8.72 | NO0,A00,VO0
H| 200 | 400 5 OK|45.45| 7 | 63.64 |1463.01 37.06 | 1807.40| 45.78 | N0O,A00,VO0
1 | 400 | 600 3 OK|[27.27| 10 | 90.91 | 1500.87 | 38.01 | 3308.26| 83.79 | N0,A00,VO0
J | 600 [ 1000 1 OK| 9.09 | 11 [ 100.00 | 639.89 | 16.21 | 3948.15| 100.00 | N0O,A00,VO0
K| # 0 OK| 0.00 | 11| 100.00| 0.00 0.00 | 3948.15| 100.00 | NO,A00,VO0
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Feito sob medida para as suas aplicacoes

Amostras tipicas

Motores a diesel
Blocos do cilindro
Eixo de manivela
Sistemas ABS
Valvulas de injecao
Engrenagem

Tarefa

Garanta o funcionamento perfeito das pecas e ve-

rifique a limpeza dos componentes com a andlise

de limpeza de acordo com ISO 16323 e VDA 19

m Enxague as pegas com agua e analise classifique
mais de 25k particulas, em um filtro de inicio
de =5 pym.

Analise fluidos de filtros, como particulas dos freios,
comecgando de 2 um para evitar o bloqueio dos
filtros, bicos e valvulas, éleo velho, rachaduras e
vazamento ou rompimentos das bombas

m  Analise e classifique mais de 50k de particulas,

comecgando de 2 pm.

Caracterize as particulas criticas do processo

O CAPA da ZEISS oferece

A Microscopia de luz para técnicas de campo
claro e polarizagdo entrega informagdes de nimero,
formato, tamanho e tipo das particulas no filtro.
Com o microscopio eletrénico vocé analisa adicio-
nalmente as particulas com EDS. O CAPA fornece
uma medicao EDS automatica das 200 maiores
particulas, ou 200 particulas em uma faixa sele-

cionada de tamanho.
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CAPA ZEISS em funcionamento

Particulas tipicas no microscépio de luz

Membrana do filtro com diferentes tipos de particulas
A: Particulas metdlicas

B: Particulas ndo metdlicas

C: Fibras

Particulas tipicas no microscépio eletronico




CAPA ZEISS: Sua escolha flexivel de componentes
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Assisténcia

1 Microscopios 2 Software 3 Acessorios

= AxioVision m Suporte da amostra para filtro
Microscopios de Luz m Mddulo software: ZEISS Correlative Particle de particula 47 mm ou 50 mm
m Axio ZoomV16 Analyzer (CAPA) e MosaiX m Placa de adaptacao
m Axio Imager.Z2m m SmartSEM m  Marcador de calibragao

= SmartPI m  Quadro opcional do adaptador

Microscopios Eletronicos
= EVO

= SIGMA

= MERLIN Compact

= MERLIN
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CAPA ZEISS: Visao Geral do Sistema

Microscopio reto com platina mecanica Microscopio reto (LSM) com platina Microscépio invertido com platina de escaneamento Microscépio reto com platina de
75x50 mot. ou placa de insercdo de metal de escaneamento por Prior
de platina para Axio Imager Vario

(somente porta amostra Universal B!) escaneamento

432335-9160-000 432335-9091-000 43233528030 000 EPEEE-E -G
Suporte de montagem para porta amostra Suporte de montagem k para porta Suporte de montagem para  Placa de adaptacéo CorrMic

CorrMic MAT; 96x86 amostra CorrMic MAT; 96x86 porta amostra CorrMic MAT; ~ com interface SEM; 160x116

96x86

432335-9170-000
Placa de adaptacao CorrMic
com interface para SEM; 96x86

. '
'
432335-9101-000* 432335-9110-000* i 432335-9130-000* 0 432335-9120-000*
Porta amostra CorrMic Mat Porlta amostra gorrM\c MAT para E Porta amostra CorrMic MAT para Anél\se: Porta amostra CorrMic MAT para
Universal B Anélise de particula; 47 mm ' de particulas; 50 mm i amostras / pontas planas
Sugestao: somente para microscopios ! Sugestao: somente para microscopios; Sugestao: somente para microscoépios
retos! ' retos! ' retos!

*Para microscopia correlativa

'
'
'
:
'
! (adicionalmente requerido)

432335-9151-000 u ::’ Interface do Microscopios 432335-9190-000
Adaptador SEM para porta amostra L'/ & Eletronico Marcador de calibracdo CorrMic (Ponta),
CorrMic MAT Universal B \0~§ / 3 pecas

10
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CAPA ZEISS: Visao Geral do Sistema

Exemplo de configuracdo do porta amostra

Microscopio Axio Imager.Z2m Axio Zoom.V16
Microscépio reto com platina mecanica 75x50 mot. Microscopio zoom com platina de escaneamento S
Parte 1 Porta amostra para filtro da particula 47 mm Porta amostra para filtro de particula 47 mm
432335-9110-000 432335-9110-000
Parte 2 432335-9190-000 432335-9190-000
Marcador de calibracao Marcador de calibracdo
CorrMic (Ponta), 3 pecas CorrMic (Ponta), 3 pecas
Parte 3 432335-9170-000 432335-9180-000
Placa de adaptacdo CorrMic Placa de adaptacdo CorrMic com
com interface SEM; 96x86 interface para SEM; 160x116
Parte 4 432335-9160-000 435465-9050-000

Quadro de montagem para porta amostra CorrMic MAT; 96x86

Suporte de adaptagao S 160x116
epi-iluminacao

"1
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CAPA ZEISS: Visao Geral do Sistema

Exemplo de configuracdo para a medicao automatica:

Para anédlise semiautomatica de particulas ndo refletivas ou de particulas menores que 5 ym, vocé pode utilizar o médulo adicional

do software AxioVision Shuttle & Find.

Cédigo

Descricao

354751-9759-000

354737-9425-000

352137-9194-000

354800-9180-000

354850-9044-000

351450-6197-000

410130-1600-000

410132-1726-000

495010-0013-000

Monitor com painel de 19", plana
Controlador joystick duplo estilizado

Painel de controle com controles rotatorios e teclado, configurado para linguagem do Reino Unido

Unidade basica EVO MA 10. Sistema de emissdo de tungsténio, admissao de ar a 400 Pa, estdgio motorizado
com 5 eixos com joystick do software, detector SE e diodo Win 7 LM 5SBSD-1 kV 16 mm low-kV multilingue.

Chamber scope com iluminacao IR exibida na tela inteira (estdgio de entrada montado)
Pacote de anélise de particulas SmartPl, incluindo Detector SDD Bruker
AxioVision Rel. 4.8.2 Site Licence para EM (32 bit)

AxioVision 4 Modulo Correlative Particle Analysis Site Licence para EM (32 bit)

Configuragdo de documentacao Axio ZoomV16 (sem oculares) com motorizagdo maxima,
tamanhos de particulas de 5 ym com objetiva 1,5x e de 50 pm com objetiva de 0,5x

12
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Especificacoes técnicas

Microscopios

Microscoépios de Luz

Microscopios Eletronicos

Axio Imager.Z2m, Axio Zoom.\V16

EVO, SIGMA, MERLIN

Especificac6es essenciais

Precisao de realocacao

Compatibilidade

Calibracao
Funcionalidade adicional
Velocidade

NUmero maximo de particulas

< 25 pm (gross); <10 pm (fino) — dependendo das platinas

Software detector: Bruker: Versao Esprit Software 1.9.4.3351, EdsMrg 1.4.0.38 SmartPl: V02.01 SP2 SmartSEM 5.6
Software detector: Oxford: INCA 5.03 EdsMrg 3.1.0.39 for W7 SmartSEM V5.05 SP5 SmartPl V02.01 SP1
Microscépio de luz: AxioVision 4.9.1

Microscopios eletrénicos: AxioVision 4.8.2

Calibragcdo automdtica, manual ou semi dos suportes com deteccdo automatica de software dos marcadores
Sobreposi¢ao de imagem

Particula 1h/200

200

13
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Especificacoes técnicas

Acessorios

Porta amostra CorrMic MAT para Analise de particula;
47 mm (D)

Suporte de amostra CorrMic MAT para Analise de particula;
50 mm (D)

Mecanismo de trava filtro didmetro 47 mm

Diametro de varredura maximo: 37 mm

Montagem de filtro sem laminula

Montagem para 3 marcadores de calibracdo para microscopia correlativa (disponivel separadamente)
Ferramenta de estampagem para marcagdo de filtros, para instalacdo orientada

Sem adaptador SEM

Compativel com camara 80 mm

Mecanismo de trava para filtro didametro 50 mm

Diametro de varredura maximo: 40 mm

Montagem de filtro sem laminula

Montagem para 3 marcadores de calibragcdo para microscopia correlativa (disponivel separadamente)
Ferramenta de estampagem para marcacao de filtros, para instalacéo orientada

Sem adaptador SEM

Compativel com camara 80 mm

14
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Conte com uma assisténcia no verdadeiro sentido da palavra

Como o sistema de microscopia da ZEISS é uma das suas ferramentas mais importantes, certificamo-nos de
que esta sempre pronto para funcionar. Além disso, garantimos que vocé utilizara todas as opgdes para tirar
0 maximo proveito do seu microscopio. Vocé pode escolher entre uma gama de produtos de assisténcia,
cada um dos quais fornecido por especialistas da ZEISS altamente qualificados, que o apoiardo apos

a aquisicao do sistema. O nosso objetivo consiste em possibilitar a experiéncia daqueles momentos especiais
que inspiram o seu trabalho.

Reparar. Assistir. Otimizar.

Tire 0 maximo proveito do tempo de atividade do seu microscopio. O ZEISS Protect Acordos de Servico lhe
permite prever um or¢camento para custos de funcionamento, reduzindo os tempos de inatividade dispendio-
sos e permitindo a obtencao dos melhores resultados através de um melhor desempenho do seu sistema.
Escolha entre os acordos de servigo concebidos para lhe proporcionar uma gama de niveis de controle

e opgdes. Trabalharemos com vocé para selecionar o Protect Acordos de Servico mais adaptado as necessi-
dades do seu sistema e requisitos de utilizacdo, de acordo com as praticas padrao da sua organizagao.

Nosso servico personalizado também oferece vantagens distintas. O pessoal de assisténcia da ZEISS ira
analisar qualquer problema que surja e resolvé-lo — quer via software de manutencao remota ou no local.

Melhore o seu sistema de microscopio.

O seu sistema de microscépio da ZEISS é concebido para uma variedade de atualizagdes; as interfaces abertas
permitem a vocé manter sempre um elevado nivel tecnoldgico. Como resultado, vocé ira trabalhar agora de
forma mais eficiente, alargando simultaneamente a longevidade produtiva do seu microscopio a medida que
vao surgindo novas possibilidades de atualizagdes.

Tire proveito do melhor desempenho do seu sistema de
microscopio com servicos da ZEISS — agora e futuramente.

>> www.zeiss.com/microservice
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www.zeiss.com/microservice

The moment you have absolute confidence in your results.
This is the moment we work for.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Alemanha

Materials

microscopy@zeiss.com
http://www.zeiss.com/particleanalyzer

ambito de entrega e desenvolvimentos técnicos sujeitos a alteragdes sem aviso. | © Carl Zeiss Microscopy GmbH
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We make it visible.


http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
http://www.zeiss.com/particleanalyzer

